PUBLICITA projektu SUPPORT4SME – 1.monitorovací zpráva
5.11. 2025 	Zhotovení roll-upu pro projekt
použití při tiskové konferenci, kick-off meetingu, veletrhu, společných česko-německých setkáních
[image: ][image: Obsah obrázku oblečení, osoba, interiér, zeď

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]

12.11.	2025	Zhotovení informačního plakátu. Umístěn na rektorát a do vestibulu    CXI TUL
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14.11. 2025	Tisková konference u příležitosti pořízení mikroskopu Helios 5 PFIB CXe 
Byl pořízen díky dotaci z programu Interreg Česko-Sasko v rámci projektu SUPPORT4SME. Prezentován roll-up a projekt Support4SME
	[image: Obsah obrázku oblečení, interiér, text, osoba

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]

15.11. 2025	Zpráva o tiskové konferenci „Mikroskop Helios 5 PFIB CXe
Web TUL: https://www.tul.cz/2024/11/14/dostane-se-i-pod-povrch-novy-elektronovy-mikroskop-pomoci-presnych-lokalnich-rezu-otvira-3d-pohled-na-zkoumany-vzorek/ 
Web CXI TUL https://cxi.tul.cz/novinky/419/detail
		Web Interreg česky: https://www.sn-cz2027.eu/cz/projekty/priorita-1-inovace-a-konkurenceschopnost/100693265_support4sme/udalosti/tiskova-konference-k-porizeni-mikroskopu-helios-4-pfib-cxe-243
		Web Interreg německy: https://www.sn-cz2027.eu/de/projekte/prioritat-1-innovation-und-wettbewerbsfahigkeit/100693265_support4sme/veranstaltungen/pressekonferenz-zur-inbetriebnahme-des-mikroskops-helios-4-pfib-cxe-243
		Web Support4SME česky: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=240
		Web Support4SME německy: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=244
	

Zpráva na LinkedIn CXI TUL: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7262840864127823874
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]




[image: Obsah obrázku text, elektronika, snímek obrazovky, Webová stránka

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.][image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]19.11. 2025	 Tvorba informačního letáku pro šíření povědomí o projektu







21.-22.11. 25	Prezentace projektu a informačních letáků na Česko-německém fóru
		[image: Obsah obrázku text, oblečení, osoba, Lidská tvář

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]
		Interreg web česky: https://www.sn-cz2027.eu/cz/projekty/priorita-1-inovace-a-konkurenceschopnost/100693265_support4sme/udalosti/cesko_nemecke-forum-prezentace-support4sme-246
		Interreg web německy: https://www.sn-cz2027.eu/de/projekte/prioritat-1-innovation-und-wettbewerbsfahigkeit/100693265_support4sme/veranstaltungen/tschechisch_deutsches-forum-prasentation-des-projektes-support4sme-246
		S4SME web česky: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=246
		S4SME web německy: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=253

25.11.		Kick-off meeting
		Web Interreg česky: https://www.sn-cz2027.eu/cz/projekty/priorita-1-inovace-a-konkurenceschopnost/100693265_support4sme/udalosti/prvni-setkani-projektu-support4sme-237
		Web Interreg německy: https://www.sn-cz2027.eu/de/projekte/prioritat-1-innovation-und-wettbewerbsfahigkeit/100693265_support4sme/veranstaltungen/erstes-treffen-im-rahmen-des-projekts-support4sme-237
		Web S4SME česky: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=262
		Web S4SME německy: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=269


28.01.2025 – novinový článek – Unikátní elektronový mikroskop pomocí přesných lokálních řezů otvírá 3D pohled na zkoumaný vzorek
[image: Obsah obrázku noviny, text, Novinový papír, Zprávy

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.](Technický týdeník autorka Jaroslava Kočárková)
[image: Obsah obrázku text, noviny, Publikace, Novinový papír

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]
31.1.2025	Setkání česko-německých partnerů na univerzitě v Chemnitz
		Web Interreg česky: https://www.sn-cz2027.eu/cz/projekty/priorita-1-inovace-a-konkurenceschopnost/100693265_support4sme/udalosti/pracovni-setkani-v-chemnitz-posledni-kroky-k-zahajeni-programu-339
		Web Interreg německy: https://www.sn-cz2027.eu/de/projekte/prioritat-1-innovation-und-wettbewerbsfahigkeit/100693265_support4sme/veranstaltungen/arbeitstreffen-in-chemnitz-letzte-vorbereitungen-zur-umsetzung-des-projektes-339
		Web S4SME česky: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=271
		Web S4SME německy: https://support4sme.cxi.tul.cz/?p=277

Plánované komunikační aktivity
· Příspěvek o jednoduchém formuláři na webu S4SME. Bude vytvořen článek o projektu S4SME a o možnosti přihlášení se do projektu přes formulář
a) Web CXI (+LinkedIn)
b) Web Interreg
c) Web S4SME

· OPEN DAY TUL, setkání AMIA – prezentace marketingových materiálů a přednáška
a) Web Interreg
b) Web S4SME


· Prezentace seminářů a workshopů 
a) Web CXI (+LinkedIn)
b) Web Interreg
c) Web S4SME

· Příspěvek o praktickém využití projektu S4SME
a) Web CXI (+LinkedIn)
b) Web TUL (+soc. sítě)
c) Web Interreg
d) Web S4SME
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Tohle je velké véc! Protoze pravé dneska jsme na CXI TUL spolu s Interreg Sachsen —
Tschechien a Liberecky kraj ukézali, ze i na regionu umime délat dobrou préci a
dotahnout ji do finize.

Dnes mél premiéru pred kamerami a fotéky nas novy MIKROSKOP spolu s Adam
Blazek, Mateusz Fijalkowski a Miroslav Cernik.

Téime se na spolupréce s firmami, co pravé strukturni a daléf analyzy budou
potiebovat a zajisti jim to skvélé sluzby a vyrobky. S nagimi 3pickovymi
specialisty Pavel Kejzlar a Michaela Petrzilkové  laboratore

mikroskopie: https://Inkd.in/eNbacEcd jsme na to pfipravent.

Novy projekt SUPPORTASME z programu Interreg CeskoSasko v ramdi projektu s
nézvem Preshraniéni podpora zapojeni malych a stiednich podnika do
materidlového vyzkumu budoucnosti ma pomoct malym a strednim firmém z Ceska
a Némecka, zkrétka tady u nds v pithraniéi a zapojit je do materidlového vyzkumu u
nés v nejvétsim vyzkumném centru v Libereckém kraji CXI TUL.

Za CXI TUL chei podekovat za spolupréci Jana Frontzové, @Petr Zdrojewski a Eva
Hajflerova z Liberecky kraj a Pavla Svermové, Petra Halifové a Eva Dolezalové z CXI
TUL.

Diky patif do libereckych médi, ktera budujf nasi reputaci a informujf o moznostech
pro spolupréci s pramyslem
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Kulfnove tenké vrstvy,které ma napfi-
Klad zvysit korozni odolnost, piipadné
‘usnadnit proces svafovniapod
Napiiklad Ize jistt, zda u mate-
ridlu vznika nezdouct eutektikum,
Kkdy pii tvifent vznikaji drobné trhlin-

Napéové pole —
avjsend hustota
dslokacivysky:
wjiseukoiene
inavovéthliny
vanidé ised
ke cyického
namshni

ky v fadech mikrometri. Zatimco dii-
ve nebylo mozne takove trhlinky ani
objevit, s novym mikroskopem jsme je
‘nejen bshem nakolika minut odhali-
1, ale | zmeili Jfich hloubku a zjstl,
2da zabihaj a2 do 24Kladniho materid-
Iu. Takovéto naruéent bariérni vistvy
‘mize vést kloklni korozi substratu. To
Jo myslim velmi dalezita informace pro
firmy, které budou mit zdjem jevy toho
typu minimalizovat” Konstatuje Pavel
Kejtlar.

Smluvni vyzkum
dostévé novou kvalitu

Moznosti nového pfistroje podle fedi-
tele CXI TUL profsora Cernka pomo-
hou optimalizovat procesy pipravy
celerady materil, optimalizovat tech
nologické postupy a porozumét fadé
fyzikalnich, chemickych & mechanic-
‘kych viastnosti. Tento pfistroj podle néj
umoinistudovat materily s podstatne
vysSi rovn detaluapreciznost. Nyni
CXI TUL spolupracuje s celou fadou
firem 2 regionu 2 ze zakizek ¢ smi-
nihovyzkumu pro irmy a nstituce s
vaokolo 0 milont korun . Nef-
‘novéjsi mikroskop Helios podle né pfi-
spée k dalsimu probloubenispouprice
spraxt

Investice do tohoto miktoskopu
1@ ktokem kupredu v nasich snahich
o posileni vyzkumnych kapacit. Chee-

‘me-li udret povést Technické univer-
zity v Liberci Jako predniho pracoviste
v oblasti vyzkumu a vyvoje nanomate
il musime stale inovova nase pit-
strojea vybavent, Jediné tak mizeme
‘nabidnout nasim partnertim Spickové
Konzultacni sluzby asmiuvni vyzkum
ikd 2 5 uspokojenim konstatuje, ze
‘omikroskop Helios PFIB CXe e zjem
‘mezi primyslovymi partnery  irmami
uznyni

A jak 2daraziuje prorektor TUL
doc. Pavel Satrapa, kromé financniho
bonusu to mé pro univerzitu esté dalst
velmi vitanou pfidanou hodnotu, asice:
to,2e vjavy zaplikaéni féry prechze-
Jinejen do vedeckych zadani, ale take
dovyuky.

JaroslavaKotdrkova
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